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fprogramTmp within the test program is carried out. via the interrupt signal. 
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Die Effindung betrifft eine integrierte Schaltung mit einer Selbsttesteinrichtung. 

Schaltungskomponenten der -"teg^'erten SchaUung J^^^^^^^^^ tot QberprOfung werden 

von derzu oberprOfenden Schatungseinheit erzeugt^^^^^^^^ odeFmehrere 

Eine selbsttesteinrichtung kann ent«eder "^^^l^ ^e'SgS d In IS 

arbeitet die Selbsttesteinrichtung em im Programmspeicher befindlicnes i esiprogramm d 
ab. ohne dass Einfluss auf den Programmablaufgenommen werden kann. 

Der Erfindunq liegt die Aufgabe zugmnde. eine integrierte Schaltung mit einer Selbsttesteinrichtung und 

e°nem^rSlS^^^^ Splichern eines von extern 'adba-fj^^^^^^^^^ 

Selbsttesteinrichtung anzugeben. bei dem eine Einflussnahme auf den Ablauf des Testprogrammes 

moglich ist. 

Diese Aufgabe wird mit einer integrierten Schaltung gemass Patentanspruch 1 geiost. Vorteilhafte Aus- und 
Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand abhSngiger AnsprOche. 

Die erfindungsgemasse integrierte Schaltung zeichnet sich dadurch a«JS dass ihre Selbsttestanric^^^ 
einen &S ein Interrupt-Signal aufweist, aufgrund dessen sie die Ausfuhrung e.nes gerade 
auszufOhrenden Testprogrammes unterbricht, indem nicht den jeweils adressenmass g fo senden 
PrlgJammbefelli des Teltprogrammes ausfOhrt. sondem einen durch das Interrupt-S.gnal ausgelOsten 
Programmsprung innerhalb des Testprogrammes ausfUhrt. 

Das Vorsehen einer Interrupt-MOglichkeit wahrend der Ausfuhrung eines Tejprogrammesdurc^^^ 
Selbsttesteinrichtung ermoglic vorteilhaft eine Beeinflussung des ^stverlaufe, Das Inter^^^^^^^ 
entweder der integrierten Schaltung extern zugefQhrt werden, so dass ^eispielsweise e n Betre^er der 
integrierten Schaltung Oder eine externe Testeinrichtung auf den Programmablauf &""V"JlfT"*",''^""' 
ode? on-chip generiert werden, Im lelztgenannten Fall kann der Interrupt in Abhangigkeit besjrnn^ter ^ 
Belriebszustande bzw. bestimmter auf der integrierten Schaltung genenerter S'f a'e ^"sgf ^t^^^^^^^^ 
Die Erfindung elgnetsich zur Anwendung bei beliebigen Arten von integnerten Schaltungen. beisplelsweise 
bei Logikschaltungen Oder Speicherschaltungen. 

Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist die integrierte Schaltung eine dynamische Speicherech^^^^^^^ 
mit Speicherzellen, bei der das Interrupt-Signal einen Programmsprung Programnibefeh en ausiost, bei 
deren Ausfuhrung die Selbsttesteinrichtung einen Refresh der Speicherzellenirihalte durchfQhit Die 
Weiterbildung bietet den Vortell, dass ein Speicherzellen-Refresh durch die Selbsttesteinnchtung 
durchgefCJhrtwird und somit hlerfur keine zusatzlichen Einrichtungen vorgesehen werden mussen. 
Speicherzellen von dynamischen Speicherschaltungen (DRAMs) werden Qblichenweise als 1- 
Transistor-Speicherzellen realisiert. Aufgrund des Leckstromes ihres Speicherkondensators ist es 
notwendig, die gespeicherte Information regelmSssig wieder aufzufrischen. Dies wird als Refresh 
bezeichnet. Indem die Selbsttesteinrichtung den Refresh durchfiihrt, erfolgt eine zeitlich optimerierte 
Abstimmung von jeweils auszufQhrendem Testprogramm und dem Refresh. Dies insbesondere gunstig, 
wenn die Speichefzellen im Rahmen des Testprogrammes durch die Selbsttesteinnchtung uberprQft 
werden. Prufen und Refreshen der Speicherzellen erfolgt dann durch die Selbsttesteinrichtung. 

Nach einer Weiterbildung weist die integrierte Schaltung eine Zeitmesseinrichtung zur Generierung des 
Interrupt-Signals auf. Diese kann dann vorteilhaftenweise so dimensioniert werden. dass das 
Interrupt-Signal in gewQnschten. regelmassigen zeitlichen AbstSnden generiert wird. Daher elgnetsich 
diese Weiterbildu insbesondere far die Generierung des Interrupt- Signals zur AuskJsung eines durch die 
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Selbsttesteinrichtung durchgefOhrten Refreshs. Bekanntlich wird ein Refresh zyklisch wiederholt. 

Oas .nterrupt-Signa. Kann unter anderem a.ch dazu di^^^^^^^ S« ^'Suf!^:^^^^^^ 

S mit der B^^^^ des Programms am Programmanfang zu begmnen. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Figuren nflher erlSutert. 

Fig. 1 zeigt ein AusfQhrungsbeispiei der Erfindung. 

Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm zum Ausfuhrungsbeispiel aus Fig. 1 , und 

Fig. 3 zeigt einen detaillierteren Ausschnitt aus Fig. 1. 

In Fin 1 ist Pine intearierte Schaltung IC mit einer Selbsttesteinrichtung 1 und einem Programmspelcher 2 
Qber Anschiasse 3 der inlegrierten Schaltung IC von ausserhalb dieser zufuhrbar sina, uie 

n fr^wr* HJo Qp!h«tttP<;tPinrichtuna 1 derzu testenden Schaltungseinheit 6 Testsignaie bi zu ung empicanu^ 
als Reak^n S2. Weiterhin fuhrtdie Selbsttesteinrichtung emen 

erwarteten Werten durch und ubermiltelt en^prechende Ergebnissignale R nac^^^^^^ 

intearierten Schaltung IC. Bel diesem AusfQhrungsbeispiei Obennittelt die Selbsttesteinncmung j erei naui 

aScWuVs eSS bearbeitenden Testprogrammes T ein Ergebnissignal R nach a^sserhf lb der 

Serten'^^^^^^^^^ angibt, ob wahfend der AusfQhmng ^^Jf j!,^;"/^^^^^^ 

nZr nieht (FaiUNo Fail-Slanal) Bei anderen AusfUhrungsbeispielen ist es auch mfigiich, dass aucn 

SrS dKtt^ung ^^^^ standig Ergebnissignale von der Selbstteste.nricMung 1 

ausglSeben weS^n Ausslrdem ist es moglich. dass die Ergebnissignale ^ ^^''^ertere Inforn^at^^^^^^^ 

Salten ais iedlglich diejenige. ob ein Test bestSnden warde oder n.cht. Diese zusatzliche Infbrmationen 

betreffen z. B. Anzahi. Art und/oder Ort der aufgetretenen Fehler. 

Die Selbsttesteinrichtung 1 in Fig. 1 vueist weiterhin einen Eingang 4 fur ein ""^""P^-Sj"^' ' ^^^^^^ 
interrupt- Signal I aktiviert, fOhrt dies dazu, dass die Selbsttestelnnchtung 1 die Abarbeitung des im 
Pr?gramms&er 2 gespeicherten Testprogrammes T unterbricht und einen Programmsprung durchfOhrt. 

Fiq 2 istzu entnehmen. dass die Selbsttesteinrichtung 1 nach dem Programmstart die Prograrnmbefehle 
iSmmand) C nachelnander abarbeitet, sofem kein Interrupt durch das Interrupt-Signal eingelertet wird. 
Wird ein Interrupt eingeleitel. wird statt des nSchstfoIgenden Programmbefehles ein 
Interrupt-Programmbefeh! ausgefvihrt, der durch einen Programmsprung innerhalb des abzua*e iten^ 
Testoroqrammes T erreicht wird. Anschliessend werden nachfolgende Interrupt- Programmbefehle 
aSSrt bi^ das Unterprogramm beendet wurde. Anschliessend erfolgt ein RQcksprung zum jeweils 
nachstfolgenden reguiaren Programmbefehl. 

Fig. 3 sind noch einmal die Selbsttesteinrichtung 1 und der Programmspeicher 2 aus ^'f J .^f • 

Die Selbsttesteinrichtung 1 weist einen Befehlszahler 8 auf, der die Adressen ADR zur Adressierung der 
einzelnen Programmbefehle C generiert. Die Abarbeitung des im Programmspeicher 2 gespeicherten 
Testprogramms beginnt mit dem an der niedrigsten Adresse befindlichen Programmbefehl, das heisst am 
Beginn des Testprogramms. Daraufhin werden die einzelnen Programmbefehle. die Qber den 
Befehlszahler 8 adressiert werden, in die Selbsttesteinrichtung 1 geladen und von dieser ausgefuhrt. 
Sofern das Interrupt-Signal I nicht aktiviert wird. wird das Testprogramm ohne Unterbrechung bis zum 
Ende durchlaufen, Tritt dagegen ein Interrupt auf. erfolgt durch den Befehlszahler 8 eine Umadressierung. 
so dass der Programmsprung zu den Interrupt-Programmbefehlen erfolgt. Nach deren Abarbeitung erfolgt 
durch einen Return-Befehl der RQcksprung in das Hauptprogramm. 

Wahrend bei anderen Ausfiihrungsbeispielen der Erfindung das Interrupt-Signal I uber einen extemen 
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Anschluss 7 der integrierten Schaltung IC 9efahrt wi^^^^^^^^^^^ Sntnt Sm3?genden 
Testprogramms durch die Selbsttestemrichtung 1 Einfluss 9f;°2^f^-^XTssi5S zeShen Abstlnden 
Fall die integrierte Schaltung IC die Zeitmessemnchtung 5 ai^f d,^ 

DurchfQhrung des Speicherzellen-Refreshs. 

Der interrupt des Testpra«rammes ermeglicht bellebige '^J^%^'STTSStiS!^!^L'Z,^ 

wird eine grosse Flexibilit^t der Gestaltung des Teslprogrammes erreicht. 
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